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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov projektu:

Dobudovaním existujúcich charakterizačných metód bola zvýšená konkurencieschopnosť
MLC v zahraničnom a domácom výskumnom priestore, čoho výsledkom bolo schválenie
EÚ projektu FP7-NMP-2008-LARGE-2 s názvom Smart Nanostructured Semiconductors
for Energy-Saving Light Solutions (SMASH) a domáceho projektu štrukturálnych fondov
NFP26240120018 s názvom Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku
nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku II. (NanoNet II). Dosiahnuté vedecko-výskumné
poznatky nám umožnia ďalší rozvoj unikátnych diagnostických metód a spolupráce
s partnermi v rámci projektov.



Charakteristika výsledkov

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Dosiahnuté výsledky možno zhrnúť nasledovne:
V oblasti rozvoja metód rastrovacej elektrónovej mikroskopie boli zrealizované úpravy detekčného systému pre integrálnu
a spektrálnu katódoluminiscenciu využiteľnú pre štúdium elektrofyzikálnych vlastností polovodičov a polovodičových
nanoštruktúr.
V oblasti analýz lokálnych vlastností vzoriek metódami rastrovacej sondovej mikroskopie boli optimalizované parametre
pre špecifické fotonické štruktúry a rôzne módy práce AFM a STM.
V oblasti kvalitatívneho určenia hĺbkových profilov pomocou hmotnostnej spektroskopie sekundárnych iónov bola
vypracovaná metodika pre analýzu nano-dimenzionálnych štruktúr s kvantovými jamami a prvkov na báze organických
polovodičov.
V oblasti optickej diagnostiky bola teoreticky aj experimentálne zrealizovaná metodika, ktorá umožňuje meraním
difrakčnej efektivity určiť hĺbku modulácie a spoľahlivo analyzovať fotonické štruktúry s periódou blízkou λ/2 na veľkých
plochách (celých vzorkách).
Záverom možno konštatovať, že ciele projektu boli splnené a získané výsledky sú využívané  v rámci nových vedeckých
a aplikačne orientovaných domácich aj medzinárodných projektov.

Summary of the project results and the fulfillments of the project goals (max. 20 lines) -english:
The achieved results can be summarized as follows:
In the field of scanning electron microscopy methods advancement were realized modifications of detection system for
integral and spectral cathodoluminiscence usable for investigation of semiconductors and semiconductor nanostructures
electrophysical properties.
In the field of samples local properties analysis by scanning probe microscopy were optimized parameter settings for
specific photonic structures and different operation modes of AFM and STM.
In the field of qualitative depth profiles estimation using secondary ion mass spectrometry was elaborated methodology
for analysis of nano-dimensional structures with quantum wells and organic semiconductor based devices.
In the field of optical diagnostic methods was in the theoretical and experimental way realized the methodology for
modulation depth determination by diffraction effectivity measurement and reliably photonics structures analysis with
period near λ/2 on large areas (whole samples).
We can conclude that project objectives were successfully fulfilled and obtained results are used in the frame of new
scientific and development oriented projects of national and international cooperation.
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